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V. Opis programu studiéow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-S2-AiR-KSSiP-210

Nazwa przedmiotu

Komputerowe systemy sterowania i pomiaréw

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

Computer-Based Control and Measurement Sys-
tems

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

Ogélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

studia stacjonarne

Zakres

komputerowe systemy sterowania i pomiaréw

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Automatyki i Robotyki

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inz. Leszek Cedro, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu wybieralny

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 2

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktéw ECTS 4

Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zajeé¢

L e 0 0




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

pomiarowych.

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektéow
efektu :
kierunkowych
WOl Student’zna i rozumie podstawowe definicje dotyczgce AIR2 W04
systemow kontrolno pomiarowych. -
_ W02 Student ma uporzadkov_vana W|ed;_e w zakresie §truktury AIR2_ W02
Wiedza systemu kontrolno pomiarowego i jego elementow.
Student zna i rozumie sposéb dziatania przewodowych i .
; AiR2_WO04
W03 | bezprzewodowych rozproszonych systeméw kontrolno .
. AIR2_W10
pomiarowych. -
UoL Potrgﬂ tworzy¢ i konfigurowac proste systemy kontrolno AIR2 U10
pomiarowe. -
Umiejetnosci U02 | Potrafi zbiera¢ i skalowa¢ dane pomiarowe. AiR2_U09
U03 Potrafi bud_ow_ac ziozor?e tory pomiarowe i tworzy¢ pro- AIR2_U03
gramy realizujgce pomiary.
. Rozumie potrzebe uczenia sie przez cate zycie, szcze- .
SKF())(;?epCeZtﬁgqe K01 |gdlnie w dziedzinie komputerowych systeméw kontrolno AIR2_KO1

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec”

Tresci programowe

wykfad

Systemy kontrolno pomiarowe - podstawowe pojecia i definicje.
Sprzet kontrolno pomiarowy.

Projektowanie urzgdzen wirtualnych — LabVIEW.

Zasady programowania modutéw RT.

Zarzgdzanie danymi - optymalizacja i monitorowanie.

Struktura systemu kontrolno pomiarowego.

Doktadnos¢ pomiarow i dynamika systemdéw pomiarowych.
Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe.

Karty pomiarowe i ich parametry.

Czujniki i kondycjonery w torze pomiarowym.

Komputery w systemie kontrolno pomiarowym.

Rozproszone przewodowe systemy kontrolno pomiarowe, CAN, PROFIBUS.
Interfejsy pomiarowe IEEE-488, LAN, RS-232C, RS-485, RS-422A, RS-449, RS-530.
Modutowe systemy kontrolno pomiarowe.

Systemy kontrolno pomiarowe z bezprzewodowa transmisjg danych.

laboratorium

Konfiguracja kart i modutéw pomiarowych w LabVIEW - MAX.
Akwizycja danych pomiarowych, zapis do pliku.

Skalowanie toru pomiarowego.

Budowa systemu kontrolno pomiarowego w srodowisku LabVIEW.
Dobér nastaw regulatora PID metodg autotuningu.

Konfiguracja modutéw czasu rzeczywistego cRIO i PXI

Budowa systemu kontrolno pomiarowego opartego na komputerowych modutach
akwizycji danych.

Pomiar wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych.
Eliminacja zaki6cen pomiarowych - filtracja sygnatéw.
Analiza danych pomiarowych.

Budowa programu kontrolno-pomiarowego dla modelu symulacyjnego.

Budowa programu kontrolno-pomiarowego dla obiektu rzeczywistego.

Tworzenie ztozonych programéw kontrolno pomiarowych w srodowisku LabVIEW.
Budowa programu kontrolno-pomiarowego z wykorzystaniem kamer video.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc Xx)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wo1 X
w02 X
wo03 X
uo1 X
uo2 X
uo3 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rm'i\ Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktdw.

laboratorium | zaliczenie z oceng

Obecnos¢ na zajeciach. Uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich sprawozdan.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
w C L P
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
30 30
2. Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. S 66 h
akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktora student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 2,6 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 34 h
6. Liczba punktéw E(_:TS, _ktorq student uzyskuje 14 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 50 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
8. "y 2,0 ECTS
w ramach zajeé¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 100 h
10, Punkty ECTS za modut 4 ECTS

1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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